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Uvod do problematiky

Vlivem nedostate¢ného nebo Spatného mazani dochazi ¢asto ke zvySenému
opotfebeni a ztratam vlivem tfeni.
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Uvod do problematiky

Optické meérici metody

» Metody zalozené na digitalizaci a analyze interferogramu:
» chromaticka interferometrie (GUSTAFSSON),
e ROII (LUO).

» Metody zalozené na principu spektralni analyzy:
» metoda posunuti piku (JOHNSTON),
* metoda vyuzivajici spektroskopickou reflektometrii (GLOVNEA).

_ Schéma mériciho zafizeni.
Experimentalni zafizeni pro mérfeni EHD mazacich filma.
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Shrnuti souéasného stavu

Spektroskopicka reflektometrie

e Absolutni metoda.

» Méfeni odrazeného svétla jako spektralni
zavislost.

- Matematicky model zaloZen na fresnelovych DL
koeficientech popisujicich odrazivost na optickych
rozhranich.

Zdroj
svétla

Déli¢
svazku

o Ziskani hledanych optickych parametru (tloustky
a pripadné indexu lomu a absorpce) pomoci
optimalizace metodu nejmensSich ¢tvercda.

Vzorek
Schéma reflektometru (Tompkins).

Mg (Stav
konstruovani




Shrnuti souéasného stavu

Metoda vyuzivajici spektroskopickou
reflektometrii - Glovnea a kol.

» Pouziti vrstvy chromu jako polopropustné vrstvy.

* Pouziti mezivrstvy SiO,, pro zdanlive zvétSeni tloustky mazaciho filmu.

SPEKTROMETR

BILE SVETLOD

\\//

SKLENENY KOTOUE

YRETYA CHREOMU

VRSTVA Si0: —/
OCELOVA KOULE AZIVD
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Shrnuti souéasného stavu

Nevyhody metody:

* Vyhodnocovani relativni odrazivosti.
« Jako reference pouzity systém SKLO-CHROM-SiIO,-OCEL

» Pouziti mezivrstvy SiO2.
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Cile disertaéni prace

Cile disertaéni prace

Vyvoj méfici metody pro studium mazacich filmu zalozené na spektroskopické
reflektometrii, vyuzivajici absolutni odrazivost a ,korektni* optickou soustavu.

« Uprava stavajici aparatury pro méreni spektra odrazeného svétla z mazaného
kontaktu.

* Nalezeni vhodné optické soustavy.

» Ovéreni materialovych konstant a vlastnosti jednotlivych prvkd tvoficich
optickou soustavu.

* Verifikace méfici metody v mazaném kontaktu.

Mg (Stav
konstruovani




Soué€asny stav feSeni

Matematicky model

Ion’r

Absolutni odrazivost: Relativni odrazivost;
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Soué€asny stav feSeni

Princip ziskani odrazivosti

Méreni spektra reference Méreni tenké vrstvy
: vypocet absolutni :: M

i odrazivosti ﬂ
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vhodnym fitovacim
programem
A [nm]
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Soué€asny stav feSeni

Uprava stavajici méfici aparatury

» Zdroj - halogenova zarovka

» Opticka sestava - mikroskop NIKON
Optiphot 150 s telecentrickym
objektivem.

e Tfeci povrchy - ocelova koule o
praméru 25,4 mm, sklenény disk o
praméru 150 mm

» Detektor - vldknovy spektrometr
OceanOptics s linearnim CCD Cipem
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Soué€asny stav feSeni

Uprava stavajici méfici aparatury

» Zdroj - halogenova zarovka

» Opticka sestava - mikroskop NIKON
Optiphot 150 s telecentrickym
objektivem.

e Tfeci povrchy - ocelova koule o
praméru 25,4 mm, sklenény disk o
praméru 150 mm

» Detektor - vldknovy spektrometr
OceanOptics s linearnim CCD Cipem
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Soué€asny stav feSeni

Ovéreni optickych parametria modelu

o Ziskani indexu lomu a indexu absorpce pro ocelovou kouli (podlozka).

 Jejich ovéreni v suchém kontaktu.
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Soué€asny stav feSeni

Olej: mineralni olej s oznacenim H.P.O. 200.

Rychlost tfecich povrchia: 0,0027 m/s.
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Soué€asny stav feSeni

Olej: mineralni olej s oznacenim H.P.O. 200.

Rychlost tfecich povrchi: 0,0133 m/s.
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Soué€asny stav feSeni

Olej: mineralni olej s oznacenim H.P.O. 200.

Rychlost tfecich povrchi: 0,0332 m/s.
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Soué€asny stav feSeni

Olej: mineralni olej s oznacenim H.P.O. 200.

Rychlost tfecich povrchi: 0,0665 m/s.

0.70

0,65

o
[o)]
(=]
I

0,55
0.50

0,45

Reflexe

0,40
0.35
0,30

0,25 4

0.20

Snimek kontaktu ocelové kulicky s
diskem.

o =
(=]

I
550

o
2~
L]
(o2}
: —
(=]
n
n =
o

Vinova délka [nm]

Absolutni odrazivost ve strfedu kontaktu

Mg (Stav
konstruovani




Soué€asny stav feSeni

Olej: mineralni olej s oznacenim H.P.O. 200.

Rychlost tfecich povrchi: 0,133 m/s.
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Soué€asny stav feSeni

Ziskana zavislosti tloustky olejového filmu H.P.O. 200 na rychlosti tfecich povrchu
pfi ¢istém valeni spektroskopickou reflektometrii.
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Soué€asny stav feSeni

Viiv tlaku na tenkou vrstvu

» Model tvofeny soustavou SKLO(BK7)-TiO,(300 nm)-OLEJ-OCEL.
« Parametry tenke vrstvy TiO, pred zatizenim: n=2.19+(60450/1 2), d=298 nm.

« Parametry tenke vrstvy TiO, po zatizeni: n=2.20+(62870/ 2), d=294,3 nm.
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» Metody pouzivané v soucasnosti jsou komparativni.

» Dosavadni vysledky ukazuji na moznost pouziti spektroskopické reflektometrie
pfi studiu chovani mazaciho filmu.

* Moznost vyuziti této metody i pro méfeni jinych parametri nez centralni
tloustky mazaciho filmu
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Deékuji za pozornost
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